Vyvoj metody soucasného méreni katodoluminiscence a topografie nanostruktur
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Multifunkcni SPM sonda Katodoluminiscence

« Sonda rastrovaci sondové mikroskopie (SPM, angl. Scanning Probe Microscopy) * Katodoluminiscence (CL) je jev, pri kterém dopadajici primarni elektrony zpusobi

excitaci elektronu a pri nasledné rekombinaci dojde k vyzareni fotonu
e Zakladem je kfemenna ladicka — senzor pusobici sily

* Primarni elektrony maji energii jednotek az desitek keV
* Ladicka je buzena elektrickym signalem — zmeény rezonancnich vlastnosti jsou

zpétnou vazbou pro mikroskop * Interakcni objem saha az do hloubky 1-3 um pod povrch vzorku

elekirické kontakty ~—a * CL spektrum odpovida ultrafialove, viditelné a blizké infracervené oblasti svétla

* Charakterizuje povrch

* Opacny princip k fotoelektrickému jevu

/ Vodivostni pas

» Elektrické vlastnosti (SE, BSE, ...)

 Katadoluminiscencni zareni

50 nm Au lepidlo

Elektronovy svazek

* Modifikuje povrch 25 nm Ti
_ optické vlakno -1
 Oxidace, hydrogenace CL
* Taveni kovu laserem 500 um .J W
* Depozice indukovana el. svazkem vymeénitelny hrot sondy 300 590 700 Y _

lepidio (vyvaZeni ladicky) Vinova delka [nm] Vzorek
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Pfevzato a upraveno se svolenim z diplomové prace Lukase Zezulky, VUT 2023.
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Detekce CL zareni Navrh a proces vyroby sondy
* Eliptickym zrcadlem (konvenéni metoda) * Optickym vlaknem zahnuty do vyobrazeneho tvaru prenasi vinove delky A =250 -1200 nm
Komora SEM \ e numericka apertura NA = 0,22
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Pevzato a pieloseno z Glenn, D. et al., Sci Rep 2012. doi.org/10.1038/srep00865 25 nm titanu
optické vlakno
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* Smes krystalu zalisovanych v cinu s jejich 5 CeYAG § Yb:YAG
charakteristickymi CL spektry B e " o =TRE
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. Ce:YAG, Yb:YAG, Nd:YAG =4 4 4 . Korelatllvm meren| stejného mista ,vzo,rk,u ctyrfm metodamll o .
5 3 3  Pomoci sondového CL detektoru ziskavame vysledky, které principialné nelze namérit

e Pr:LUAG g g g v .. L , L, , , ,
g NYAG 5 PrLuAG B Rubin konvencnimi metodami a ziskavame timto detektorem i signal z mist, ktery pomoci

* Rubin 300 500 o e o0 " o pr. o mikromanipulatorového CL detektoru nelze videét.
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